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บทคัดยอ 

                การศึกษาครั้งนี้ไดตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดและการรั่วของสารอิเล็กโทรไลทระหวางการเรง
อายุเมล็ดพริกหวาน โดยเรงอายุเมล็ดที่ความชื้นสัมพันธ 100% อุณหภูมิ 42°C เปนเวลา 0 5 10 15 20 25 
และ 30 วัน จากนั้น ประเมินการงอกและอัตราเร็วของการงอกของเมล็ดที่เรงอายุขางตน ผลการทดลองสรุป
ไดวาเมื่อเวลาในการเรงอายุเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพการงอกของ เมล็ดจะลดลง โดยไดคุณภาพของเมล็ดที่มี
ประสิทธิภาพในการงอก 5 ระดับ คือ 98 93 63 47 และ 0% ของเมล็ดที่เรงอายุ 0 5 10 15 และ 20 วัน 
ตามลําดับ เมื่อตรวจสอบปริมาณสารอิเล็กโทรไลทในสารละลายแชเมล็ดเปนเวลา 24 ช่ัวโมง พบวา K+ มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดชวงเวลาของการเรงอายุเมล็ด สวนปริมาณของ Na+ Ca2+ และ Mg2+ ในสารละลายแช
เมล็ดมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากตลอดชวงการเรงอายุ 0-30 วัน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของ K+ ใน
สารละลายแชเมล็ดมีความสัมพันธในทางตรงขาวกับเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดที่ใชเวลาเรงอายุตางๆกัน 
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดแบงเปน 3 กลุมตามความเร็วของการเสื่อมของเมล็ด คือ เมล็ดที่เรงอายุในชวง 0-
5 5-15 และ 15-20 วัน ซ่ึงมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณของ K+ ในสารละลายแชเมล็ด ผลการ
ทดลองนี้มีความเปนไปไดวาอาจใชปริมาณ K+ ในสารละลายแชเมล็ดในการบอกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ
ได จากเปอรเซ็นตการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลทที่แตกตางกัน เชน Na+ 81% K+ 20% Ca2+ 7% และ Mg2+ 
3% ของ สารอิเล็กโทรไลทที่มีในเมล็ดนาจะมีสาเหตุจากความสามารถในการขนสงสาร อิเล็กโทรไลทของ
โปรตีนที่เปนสวนประกอบของเยื่อเซลลมากกวาที่จะเกิดจาก ลิปดที่เปนสวนประกอบหลักของเยื่อเซลลถูก
ทําลาย การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันในเมล็ดพริกหวานกับเวลาที่ใชในการเรงอายุ เมล็ดจะตอง
ทําการศึกษาตอไปเพื่อยืนยันผลสรุปขางตน 

 


